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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS -

Partie 1: Spécification générique
AVANT-PROPQS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEI a pour objet dée
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des es internatignales.

sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommga Is sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou gtides etag s tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comjté i 'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, g i

semiconducteurs.

La présente parc

la qualité des cowipgas
liquides et a semicap

La présente i idée~de’ la CEI 61747-1 comprend la premiéere édition (1998)
[documents (47C(200/KDIS 47C/205/RVD] et son amendement1 (2003) [documents

Elle porte lesnumé

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
'amendement 1.

Le huméro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systeme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Les annexes C et D font partie intégrante de cette norme.

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant 2009. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 1: Generic specification

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to(premote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical /and etectronié, fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standa

for Standardization (ISO) in accordance W|th conditions determined
organizations.

international consensus of opinion on the relevant subjects since eq
from all interested National Committees.

of standards, technical specifications, technical reports of gujdes accepted by the National
Committees in that sense.

6) Attention is drawn to the po s of“this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall notb S ibte i fying any or all such patent rights.

International Standard|| 3 ared by subcommittee 47C: Optoelectronic
display and imagipg devi eChricah\committee 47: Semiconductor devices.
This part 1 form@ the IEC Quality Assessment System for Electronic

Components (IECQ olid-state display devices.

This consolidate€ C 64747-1 consists of the first edition (1998) [documents
47C/200/FDI D] and its amendment 1 (2003) [documents 47C/288/FDIS and
47C/294/RVR]

The tecfinica erefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepa

It bears the @dition_nupnber 1.1.

A verticalhline in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
inthe IECQ Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Annexes C and D form an integrat part ot this standara.

Annexes A and B are for information only.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until 2009. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or

*+ amended.
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DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS -

Partie 1: Spécification générique

1 Domaine d’application

] . PN . \
I’évaluation qualité a mettre en oeuvre dans le cadre du systéeme IEGQ

générales concernant les méthodes de mesure des caractéristiques £ i
essais climatiques et mécaniques et les essais d’endurance.

2 Références normatives

CEl 60068-1:198§Es a
CEI 60068-2 (toutes

partie: Dimension

CEI 60491-3:1974, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Partie 3:
Régles'générales pour la préparation des dessins d’encombrement des circuits intégrés

CEI 60410:1973, Plans et regles d’échantillonnage pour les contréles par attributs

CEI 60617 (toutes les parties), Symboles graphiques pour schémas
CEI 60747 (toutes les parties), Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets

CEI 60747-1:1983, Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Premiere partie: Généralités
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LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 1: Generic specification

1 Scope

This part of IEC 61747 is a generic specification for liquid crystal and solid-state digplay
devices. It defines general procedures for quality assessment to be used jathe IECQ/system
and gives general rules for measuring methods of electrical and optical eristics, rules
for climatic and mechanical tests, and rules for endurance tests.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for tfie applicati \is document. For
dated references, only the edition cited applies. For unda 3 e latest edition of

IEC 60068-2 (all parts
IEC 60191 (all parz

rules for the“preparation of outline drawings of integrated circuits
IEC.60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 60617 (all parts), Graphical symbols for diagrams

IEC 60747 (all parts), Semiconductor devices — Discrete devices

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 1:
General
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CEI 60747-5:1992, Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques

CEI 60747-10:1991, Dispositifs a semiconducteurs — Dixieme partie: Spécification générique
pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés

CEIl 60748 (toutes les parties), Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés

CEI 60749:1996, Dispositifs a semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques

CEIl 61747-2-1:1998, Dispositifs d'affichage a cristaux liquides et & semiconducteurs — Partie.2-1:
Modules d'affichage a cristaux liquides (LCD) monochromes a matrice passive.— Spégification
particuliere cadre

composants électroniques (IECQ)

ISO 1000:1992, Unités Sl et recommandat
autres unités

i@ r

ISO 1101:1983, Dessi
orientation, position et

ISO 2859 (toute

3.1 Concepts physiques

3.1.1

couche d'alignement

couche mince, déposée sur les électrodes gravées, qui détermine la direction du directeur a sa
surface. Cette couche produit I'arrangement désiré. Des alignements tels que I'alignement

homeotrope (3.1.14) ou l'alignement planaire (3.1.15) sont realises par larrangement collectt
des molécules du cristal liquide affectées localement par les forces de surface. Une couche
d'alignement spéciale peut créer I'angle de préinclinaison (3.1.20)

3.1.2
phase chirale
phase cristal liquide présentant une torsion spontanée
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IEC 60747-5:1992, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 5:
Optoelectronic devices

IEC 60747-10:1991, Semiconductor devices — Part 10: Generic specification for discrete
devices and integrated circuits

IEC 60748 (all parts), Semiconductor devices — Integrated circuits

IEC 60749:1996, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods

IEC 61747-2-1:1998, Liquid crystal and solid-state display devices — Part 2-1: Passive matrix
monochrome LCD modules — Blank detail specification

display (LCD) cells — Blank detail specification

IEC 61747-4:1998, Liquid crystal and solid-state display devices
modules and cells — Essential ratings and characteristics

IEC 61747-5, — Liquid crystal and semiconductor devije€s
and mechanical test methods

ISO 1101:1983, Technicql | { tolerancing — Tolerancing of form,

1ISO 2859 (all pa@ 3
ISO 8601:1988, Da

jniterchange formats - Information interchange -

3.1

3.11

alignment layer

a~thin layer deposited over the patterned electrodes that determines the direction of the
director at the surface. This layer produces the desired ordering. Alignment such as

homeotropic alignment (3 1 14) or planar alignment (3 1 18) are achieved by the co-aperative
ordering of the liquid crystal molecules locally affected by the surface forces. The alignment
layer is generating the pretilt angle (3.1.20)

3.1.2
chiral phase
a liquid crystal phase exhibiting a spontaneous twist



https://iecnorm.com/api/?name=fe2f8ff99d517989d0b1d9e655eef219

-12 - 61747-1 © CEI:1998+A1:2003

3.1.3

phase cholestérique

phase cristal liquide présentant un arrangement nématique planaire dans lequel les directeurs
forment une hélice dont I'axe est perpendiculaire au plan de I'arrangement

314
point d'éclaircissement

temperaturedetransitionmdeta phase cristat-tiquide vers ta phasesotrope

315

cristal liquide dichroique
cristal liquide présentant du dichroisme, c'est-a-dire la propriété d'absorp
la lumiere

s anisotrope de

3.1.6

directeur
vecteur unité représentant localement I'axe de symétrie de bution des
orientations d'un axe particulier pour toutes les molécules d! iy
du directeur définissent I'alignement local du cristal liquide

3.1.7

disclinaison
défaut d'alignement localisé (apparai
ouvertes) marquant la frontiere qui sépa

3.1.8
phase mésomorphe discotique
phase cristal liquide dor
arrangement a grande diste

3.1.9
diffusion dyna
effet électro-optique 26

une couche de crists

entlandiffusion de lumiére provoquée par des turbulences dans
unNeffet électro-hydrodynamique

3.1.10
biréfringence

N ¢ par’la modulation de la biréfringence d'une couche de cristal liquide
par un champ (kigue. Cet effet est aussi nommé «BCE»

couche des‘électrodes

couche éelectriquement conductrice, habituellement transparente (par exemple, constituée
d'oxyde d'indium et d'étain, «ITO»), recouvrant les plaques supports et gravée pour établir la
configuration de I'affichage et des contacts électriques

2.4 .49

cristal liquide ferroélectrique
phase cristal liquide présentant une polarisation électrique spontanée

NOTE Cet effet est courant dans les cristaux liquides smectiques chiraux.

3.1.13

effet invité-hote

effet d'absorption optique anisotrope survenant dans une couche de cristal liquide dichroique
qui contient un colorant dissous
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313

cholesteric phase

a liquid crystal phase that exhibits planar nematic ordering in which the directors form a helix
that has its axis perpendicular to the plane

314
clearing point

I . et o . e -

315
dichroic liquid crystal
a liquid crystal exhibiting dichroism, i.e. the property of anisotropic absorptig

3.1.6

director

the axial unit vector describing the local axis of symmetry fop~t gfribution
function of any chosen molecular axis of a liquid crystal. The & \ateg define the

local alignment of the liquid crystal.

3.1.7
disclination

3.1.9

dynamic scattering
an electro-optic
i N

layer induced by

3.1.10

electrically

an electro-op feck cabised by the birefringence of a liquid crystal layer which can be
modulate by an electfic field. It is also called “tunable birefringence”

3.1.11
electrode layer
an electrically conductive layer, usually transparent (e.g. made of indium tin oxide, “ITO”), covering
the suppert plates and patterned to establish the display and electrical contact configuration

3112
ferroelectric liquid crystal

L ol o | 1o Jori o n Il ra Il : e
d ITgquid- uryotdl pPiidost TATITUILITY a SopPuUIlTlalicUUS TITULUITL PUIdTNIZallurl

NOTE This effect is commonly exhibited in chiral smectic liquid crystal.

3.1.13

guest-host effect

an anisotropic optical absorption effect occurring in a dichroic liquid crystal layer containing a
dissolved dye
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3.1.14

alignement homéotrope

etat d'alignement d'une couche de cristal liquide dans laquelle le directeur est en tous points
perpendiculaire ou quasi perpendiculaire a la surface d'une plaque support

3.1.15
alignement planaire

etatd'atigmementd'umecouche decristat-tiquide danstagquettetedhirecteurestemtouspoimnts
paralléle ou quasi paralléle a la surface d'une plaque support. Cet alignement est aussi appelé
«alignement homogéne»

3.1.16

cristal liquide
un cristal liquide est un matériau qui présente une phase mésg
molécules allongées (semblables a des batonnets) ou semblables 3
et qui posséde au moins un arrangement a grande distance d
molécules

3.1.17
cellule a cristal liquide
structure plane composée d'au moins deux plaques/supports entre elles un cristal

3.1.18
mésophase (phase mésomorphe)
etat ordonné de la matiére survenant er ase wsristalline et une phase liquide isotrope

réfringence

3.1.19
phase nématique
phase cristal li

des molécules (C
nématique biaxe)

pre

couche de scelle
couche située entre’les plaques supports et entourant le cristal liquide pour assurer I'étan-
chéité et Fintégrité de la cellule cristal liquide

3:1.22
phase smectique
phase cristal liguide caractérisée par au moins un arrangement de position unidimensionnel a

grande distance des molécules et par un arrangement a grande distance des orientations d'un
axe des molécules

3.1.23

cales d'épaisseur

matériau (par exemple sphéres ou cylindres calibrés) placé a l'intérieur d'une cellule cristal
liquide pour assurer la constance de la distance entre les plaques supports
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3.1.14

homeotropic alignment

the alignment state of a liquid crystal layer for which the director is everywhere nominally
perpendicular to a support plate surface

3.1.15
planar alignment
the—atigmment—state—of atiquid—crystattayer forwhich—the—director s—everywhereTrormimatty

parallel to a support plate surface. This alignment is also referred to as homogeneous.

3.1.16
liquid crystal
a liquid crystal is a material that exhibits a mesophase consisting of

with respect to one molecular axis

3.1.17
liquid crystal cell

meters.

3.1.18

mesophase (mesomorphic phase)
an ordered state of matter between the ©
of the properties of the neighbouring pha

3.1.19

nematic phase
molecules in this liqui
molecular axis (uniaxig

3.1.20
pretilt angle
the angle betweeq

3.1.22

smectic-phase

a liquid crystalline phase characterized by at least a one-dimensional long range transitional
ordering of the molecules and a long range orientational ordering for one molecular axis

2.4 929

spacer
a material incorporated into a liquid crystal cell (e.g. calibrated spheres or cylinders) to ensure
a constant distance between the support plates
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3.1.24

plaque support

plague généralement transparente, par exemple un feuillet de verre ou de plastique,
recouverte de plusieurs couches (électrodes, couche de scellement et couche d'alignement de
surface), constituant la structure mécanique d'une cellule a cristal liquide

3.1.25

—anygtedetorsion
angle orienté formé par les projections sur I'une des plaques supports d'une cellule nématique
en hélice des directeurs respectifs a la surface des plaques supports

3.1.26
structure nématique en hélice
état d'un cristal liquide nématique caractérisé par une structure torsadg¢€

3.1.27
cristaux liquides anti-ferroélectriques
AFLC
type de cristaux liquides smectiques n'ayant pas de polarisa ) groscopique pour

NOTE Sans champ électrique externe, il présente un état parpéle¢triqueqalBouche dipbles permanents, ces
couches successives étant de polarités alternées. Il passe 8 errgélectrigue d'alignement paralléle lorsque
un champ électrique est appliqué.

3.1.28
espace de cellule

épaisseur de la couche de cristal liquidg ensles deb
3.1.29

domaine

agques supports

s laquelle les molécules de cristal liquide ont la

3.1.30

pas hélicoidal
pas chiral
distance périodiqu S 8 pour que les directeurs effectuent une rotation de 360° dans un
cristal liquide\a struc

3.1.31
cristal liquide-a~polymeére dispersé

composites de polymiére et de cristal liquide dans lesquels il existe au moins deux phases
différentes

3.1532
transition de phase
phénomeéne dans lequel le cristal liguide passe d'une phase a une autre, par exemple de la

phase smectique a la phase nématique, de la phase solide a la phase smectique ou de la
phase nématique a la phase liquide isotropique

3.1.33

axe de frottage

direction de frottage

direction/axe de frottage de la couche d'alignement permettant d'aligner les molécules de
cristal liquide
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3.1.24

support plate

plate, generally transparent, made of e.g. glass or plastic sheet, covered with several layers
(electrodes, sealing and surface alignment layers), forming the mechanical structure of a liquid
crystal cell

3.1.25

the oriented angle between the projections of the respective surface directors at the support
plates on to one of the support plates of a twisted nematic cell

3.1.26
twisted nematic structure
a nematic liquid crystal state characterized by a twisted structure

3.1.27
anti-ferroelectric liquid crystal
AFLC

3.1.28
cell gap

3.1.29

domain

region having well-defined
orientation

3.1.30

helical pitch

chiral pitch

periodic distanc

3.1.32
phase transition

phenomenon in which liquid crystal changes from one phase to another, e.g. from smectic to
nematic, solid to smectic, or nematic to isotropic liquid

3:1.33

rubbimgdiTection
rubbing axis
direction/axis of rubbing the alignment layer in order to align liquid crystal molecules
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3.1.34

cristal liquide nématique super torsadé

STN

cristal liquide nématique qui posséde une structure torsadée comprise entre 180° et 270° entre
les plaques supports

3.1.35

cristaHiquide ménmatique torsade

TN

cristal liquide nématique qui posséde une structure torsadée d'environ 90° entre les plaques
supports

3.1.36
taux de maintien de tension

rapport de la tension restante a la tension de signal appliquée in
opposées d'une cellule a cristal liquide

3.2 Termes généraux

3.21
surface active
partie de la surface d'un écran d'affichage occupge\par le

3.2.2
afficheur a adressage par matrice active
dispositif d'affichage a adressage matriciel ou chag elément d'image posséde au moins un

élément de commutation (par exemple, diotr sis

3.2.3
afficheur alphanumé

dispositif d'affichage ca
des lettres et de@ ,

3.24

3.2.5
echelle de gris
un afficheur - est dit capable d'une échelle de gris s'il peut afficher des images fournissant plus
de deux'niveaux de luminance

3.2,6

cellule d'affichage a cristaux liquides

cettute—acristattiquideutitiséepour présenter de—timformatiomrgréce &t modutatiomde—ta
lumiére

3.2.7

module d'affichage a cristaux liquides

unité d'affichage combinant une cellule d'affichage a cristaux liquides et son électronique de
commande. Des options supplémentaires sont possibles, telles que rétroéclairage, accessoires
de montage, etc.
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3.1.34

super twisted nematic liquid crystal

STN

nematic liquid crystal which possesses a twisted structure from 180° to 270° between the
support plates

3.1.35

—twistedrermmatic tiquidcrystat

TN

nematic liquid crystal which possesses a twisted structure of around 90° between the support
plates

3.1.36
voltage holding ratio

ratio of holding voltage to the initially applied signal voltage at opp
a liquid crystal cell

3.2 General terms

3.2.1
active area
part of a display screen area delimited by picture gferqep

3.2.2
active matrix-addressed display

a matrix-addressed display device in Y
element (e.g. diode or transistor)

3.23
alphanumeric displa

a display device that ig
numerals

3.24

emissive displa
a display thatCentai
itself or provided byQ

3.25
grey scale
display is said to™k
luminance\levels

& grey scale capability if it can display images providing more than two

3.2.6
liquid crystal display cell
liquid crystal cell that is used to modulate light to present information

3.2.7

liquid crystal display module

a display unit combining a liquid crystal display cell with drive electronics. Additional options
are possible such as backlight, mounting brackets, etc.
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3.2.8
afficheur matriciel
dispositif d'affichage ou les pixels sont réguliérement distribués en lignes et en colonnes

3.2.9
afficheur monochrome
dispositif d'affichage n'utilisant qu'un contraste de couleur, ou un contraste noir sur blanc

3.2.10
pixel
le plus petit élément capable de générer toutes les fonctions visuelles d'un afficheur

3.2.11
afficheur réflexible
dispositif d'affichage qui module par réflexion la lumiere d'une sourcé

3.2.12

segment
pixel dédié a un affichage particulier, par exemple une
numérique ou un signe spécial

symbole alpha-

3.2.13
effet mémoire
propriété d'un élément d'image qui pernet de

er I'information visuelle apres

3.2.14
afficheur transflexible
dispositif d'affichage
transmission, a traver

3.2.15 Q
afficheur transmissi

dispositif d'affichgge

g lumiére d'une source externe et par
isSif, la lumiére d'une autre source

grismission la lumiére d'une source externe

3.2.16
cone de li

3.2.17
zone d’observation

la surface active (3.2.1) augmentée de toutes les surfaces contigués qui affichent de l'infor-
matien’visuelle permanente ou un fond d'affichage

3.2.18

afficheur achromatique
afficheur qui génére une image qui est dépourvue de teintes

3.2.19

rétroéclairage

systéme de source lumineuse qui illumine uniformément une cellule d'affichage a cristaux
liquides par l'arriére
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3.2.8
matrix display
a display device consisting of regularly distributed pixels arranged in rows and columns

3.2.9
monochrome display
a display using only one colour or black and white contrast

3.2.10
pixel
smallest element that is capable of generating full functionality of a display

3.2.11
reflective display
a display device that modulates light from an external source by reflé

3.2.12

segment
a segment is a special purpose dedicated pixel, e.g.
symbol, or a sign by itself

an alphanumeric

3.2.13

storage effect
the property of a picture element in wh
has been removed

s retained after the activation

3.2.14
transflective display
a display device that
source by transmissio

3.2.15 Q
transmissive displa

3.2.16
viewing 3

3.2.17
viewing area
the actjvesarea (3.2.1) plus any contiguous areas that display permanent visual information or a
display.background

3.2.18
achromatic display

display that generates an image which is devoid of hue

3.2.19
backlight
light source system that illuminates light uniformly onto a liquid crystal display cell from behind
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3.2.20

matrice noire

structure de type film qui atténue une émission parasite de lumiére entre les électrodes des
pixels d'un afficheur matriciel

NOTE Normalement formée d'un film métallique ou organique gravé sur le substrat.

3.2.21
filtrecoloré

filtre qui transmet sélectivement de la lumieére d'une gamme de longueurs d'onde spécifique
dans des dispositifs d'affichage a cristaux liquides couleur

NOTE Généralement, des filtres a trois couleurs primaires (rouge, vert, bleu) sont appliqués sur le substrat,

3.2.22
électrode commune

3.2.22.1 ¢électrode faisant face a des électrodes de segment, dans yn affie 3 S ents
3.2.22.2 ¢électrode de balayage, dans un afficheur matriciel passif

3.2.22.3 électrode commune opposée aux électrodes de“pj QUi de Nransistors, dans
un afficheur a matrice active a transistors film

3.2.23

électrode de données
électrode de signal
électrode qui recgoit la tension de sig
balayage dans un afficheur multiplexé

onisée avec les signaux de

3.2.24

plaque de diffusion
diffuseur

composant optique uti

d'une maniére unifr
3.2.25

rétroéclairage diyé

ere“afin de l'irradier sur le dispositif d'affichage

3.2.26
éclairage paria
éclairage laténal
systéme.desource lumineuse dont les tubes lumineux sont sur un ou plusieurs c6tés d'un
écran d’affichage ou d'une plaque de guide d'onde

302,27

affichage en projection frontale

£ allafls ol H i 1 1l | H H Y A | P o N 410 o s 4 Y 4
LAYARLLA~AR"] alllbllauc CTl pIUJUbLIUII pal IG\.{UUIIU 1T UIOPUOILII u Glllbllayc ClULTUOUDSTTVAlTUl oUTIl oSItUuT O

du méme c6té de I'écran sur lequel est affichée I'image

3.2.28

contréleur de cellule a cristaux liquides

circuit qui fournit les signaux de commande nécessaires aux circuits d'adressage ou circuits
intégrés pour un afficheur a cristaux liquides
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3.2.20

black matrix

film-like structure that shades unwanted light to pass between dot electrodes in a matrix
display

NOTE Normally formed with a metal or organic film patterned on the substrate.

3.2.21

colour ftilter
filter that selectively transmits light of a specific wave length range in colour liquid crystal
display devices

NOTE Generally, three primary colour (red, green, blue) filters are fitted onto the substrate

3.2.22
common electrode
3.2.22.1 electrode facing segment electrodes in a segment display

3.2.22.2 scanning electrode in a passive matrix display

3.2.22.3 electrode pairing with pixel electrodes fitted gn active matrix

display with thin film transistors

3.2.23

data electrode
signal electrode
electrode applied with the data signal ge ronized with the scanning signals in a
multiplexed display

3.2.24
diffusing plate
diffuser

optical component use
uniform manner

order to illuminate it onto the display device in a

3.2.25

direct backlight
i dbes are placed directly underneath a display screen and
illumination i§ ' optical components such as a reflector and diffuser

3.2.26
edge light
side light

light source system
or a light*guide plate

which light source tubes are mounted on one or more sides of a display

3.2:27
front projection display
form of projection display whereby the display device and the observer are located on the same

side of the screen on which the image is displayed

3.2.28
LCD controller
circuit that supplies necessary control signals to driver circuits or ICs for an LCD
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3.2.29
dispositif d'affichage a cristaux liquides
dispositif d'affichage utilisant un effet électro-optique de cristal liquide

NOTE Terme général pour les cellules d'affichage a cristaux liquides et les modules d'affichage a cristaux
liquides.

3.2.30

ptaquedeguided*onde

composant optique utilisé pour guider et diffuser la lumiére

3.2.31

métal isolant métal
MIM

diode en couche mince qui présente la conductivité non linéaire .8
sandwich entre des films métalliques

Qlation en

3.2.32

circuit d'adressage monolithique
circuit d'adressage intégré

circuit d'adressage réalisé sur le méme substrat et da
actifs des pixels dans un afficheur a cristaux liquides

que les éléments

3.2.33
afficheur multicouleur

afficheur chromatique qui peut utiliser dex plu ais en nombre limité

3.2.34
normalement noir (mode
mode dans lequel la luminance de

3.2.35
normalement b@{
mode dans lequel i

3.2.36
affichage (a ddres's :
dispositif d'affichageyaadressage par matrice ou chaque pixel est a adressage direct par des
signaux dppliguéssaux’lighes de données et d'adressage

drs’tension est inférieure a I'état sous tension

3.2.37
polariseur
partie optigue qui permet de transmettre une lumiere polarisée spécifique

3.2.38
affichage en projection
dispositif d'affichage qui projette une image d'affichage sur un écran par un systéme optique

3.2.39

affichage en projection arriére

forme d'affichage en projection par laquelle le dispositif d'affichage et I'observateur sont situés
de part et d'autre de I'écran sur lequel est affichée I'image
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3.2.29
liquid crystal display device
display device using electro-optical effect of liquid crystal

NOTE A general term for liquid crystal display cells and liquid crystal display modules.

3.2.30
light guide plate

optical component used to guide and diffuse light

3.2.31

metal insulator metal
MIM

thin film diode that has the non-linear conductivity of an insulation filpx"g
metal films

edbetween

3.2.32
monolithic driver
built-in driver

IC driver built in the same substrate as the active elemen )e matrix LCD

3.2.33
multicolour display
chromatic display that can utilize two g

3.2.34
normally black (mode)
mode in which the luminance of pixels i
voltage state

3.2.35
normally whit
mode in which
voltage state

the addréssing\anthdata lines
3.2.37

polarizer
optical cemponent that intends to transmit a specific polarized light

3.2:38
projection display
display device which projects a display image onto a screen by an optical system

3.2.39

rear projection display

form of projection display whereby the display device and the observer are located on the
opposite sides of the screen on which the image is displayed
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3.2.40

réflecteur

3.2.40.1 composant optique utilisé dans un afficheur a cristaux liquides (LCD) de type
réflectif pour renvoyer la lumiére incidente

3.2.40.2 composant optique dans un systéme de rétroéclairage augmentant l'intensité
lumineuse par réflexion

3.2.41
film retardant
film polymére optiquement anisotrope a axe optique simple ou double

3.2.42

électrode de balayage
électrode a laquelle une tension de signal de balayage est app
matriciel

afficheur

3.2.43

afficheur a segments
dispositif d'affichage présentant uniquement des
modeéles fixes constitués d'électrodes segmentées
différentes

3.2.44
électrode de segment
3.2.44.1 électrode formant une parti

3.2.45
condensateur de's

condensateur Q-
appliquée a chaque

3.2.46
substrat

plaque,

couverte pa

formant la

3.2.47

circuitintégré sur flex
TCP

puces(IC/drivers) montée directement sur une nappe de connexion imprimée souple (flex)

3.2.48

diode a film mince
TFD
diode formée sur la surface d'un substrat sous la forme d'un film mince

3.2.49

transistor a film mince

TFT

transistor formé sur la surface d'un substrat sous la forme d’un film mince
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3.2.40
reflector
3.2.40.1 optical component used in a reflective type LCD to reflect incident light

3.2.40.2 optical component in a backlight system to enhance light intensity by reflection

3.2.41

—retardation—fim
polymer optical-anisotropic film that possesses either single or double optical axis

3.2.42
scanning electrode
electrode applied with a scanning signal voltage in a matrix display

3.2.43

segment display
display device showing only alphanumeric characters and/or fixé&
electrodes which may be different in size and orientation

ade of’segmented

3.2.44
segment electrode
3.2.44.1 electrode forming a part of alphanumeri

\aracters andior fixed patterns in
a segment display @

3.2.45
storage capacitor

3.2.46 Q
substrate
plate, generally tragfs . glass or plastic sheet, covered with several layers

ent layers), forming the mechanical structure of a liquid

3.2.47
tape ca
TCP

IC package in 1ips are mounted on a flexible printed wiring board
3.2.48

thin film diode

TFD

diede formed on the surface of a substrate as a thin film

3.2.49

thin film transistor

TFT

transistor formed on the surface of a substrate as a thin film
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3.2.50

transflecteur

composant optique utilisé dans les afficheurs a cristaux liquides de type transflexif pour refléter
partiellement et transmettre partiellement la lumiére incidente

3.2.51
couche conductrice transparente

etectrodetramsparernte
couche ou électrode qui a aussi bien les propriétés de conductivité électrique que de trans:
mission de la lumiére visible

NOTE Le matériau type est I''TO (oxyde d'étain et d'indium).

3.3 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques
3.3.1

adressage
opération de sélection dans I'espace et/ou dans le temps des pi

3.3.2
contraste [VEI 45-25-265]

3.3.3
rapport de contraste

(voir 2.22 de I'ISO 924

3.3.4 Q
adressage direc
uer un signal a un plot qui correspond a un seul pixel.

Dans ce cas, togs e g étre adressés soit individuellement, soit en groupe ou
simultanéme

3.3.5

information d'adressage en signaux de commande appropriés pour
. Pes mémes signaux peuvent aussi activer le pixel

3.3.6

taux'de multiplexage

inverse du nombre de groupes de pixels qui sont adressés dans un systéme d'adressage
multiplexé (par exemple, inverse du nombre de lignes dans un systéme d'adressage matriciel)

3.3.7

caractéristique électro-optique

variation d'une propriété photométrique (par exemple, luminance ou contraste) en fonction des
valeurs de commande électriques (tension ou courant)

3.3.8
polarité d'image
relation entre la luminosité du fond et celle de l'image.

La présentation d'images claires sur un fond sombre est appelée polarité négative et celle
d'images sombres sur un fond clair est appelée polarité positive
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3.2.50

transflector

optical component used in a transflective type LCD to partially reflect and partially transmit
incident light

3.2.51
transparent conductive layer

trarsparentetectrode
layer or electrode which has both electric conductivity and transmittance of visible light

NOTE A typical material is ITO (indium tin oxide).
3.3 Terms related to ratings and characteristics

3.3.1
addressing
selecting the pixels in space and/or time for activation or deactivation

3.3.2

contrast [IEV 45-25-265]
subjective assessment of the difference in appearance
simultaneously or successively

eld of view seen

3.3.3

contrast ratio
the ratio between the higher, Ly and
detected, measured by contrast ratio CR

at define the feature to be

(see 2.22 of ISO 9241-

3.3.4

direct addressi
a method of address
Hence, all pixels

3.3.5
driver

a device
pixel. The

3.3.6
duty ratio

the reciprocal value of the number of pixel groups which are addressed in a multiplex
addressing scheme (e.g. the reciprocal of the number of rows for a row-at-a-time matrix
addressing scheme)

3.3.7

electro-optic characteristic

the variation of a photometric property (e.g. luminance or contrast) as a function of electrical
drive quantities (voltage or current)

3.3.8
image polarity
the relationship between background brightness and image brightness

The presentation of brighter images on a darker background is designated by negative polarity,
and darker images on a brighter background is designated by positive polarity
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3.3.9

adressage matriciel

méthode d'adressage consistant a sélectionner un pixel par I'application de signaux aux plots
qui correspondent a sa ligne et a sa colonne. Dans ce cas, un pixel individuel est adressé en
sélectionnant des groupes de pixels dans le temps et dans I'espace.

NOTE Un exemple type est un écran possédant des lignes et des colonnes croisées.

3.9.10

commande multiplexée
méthode de commande temporelle dans laquelle un premier ensemble de groupes de piXels
est sélectionné séquentiellement une fois par période trame, et un second ensemble de
groupes de pixels croisés est sélectionné en fonction de l'image qui doit étre

NOTE Un exemple type est celui d'une cellule comportant des électrodes lignes A dis€es ou l'on
sélectionne une ligne a la fois.

3.3.11

commande statique
méthode de commande dans laquelle tous les pixels sont aqre
tamment

tanéivent et cons-

3.3.12
image rémanente
persistance de courte durée d'une image\g

3.3.13
rapport d'ouverture (%)
facteur de remplissage

rapport de la zone de pixe
géométrique totale

3.3.14

bulle @
défaut visuel cau

réflecteur

3.3.15
diaphotie

3.3.16
tempsdde‘retard

intervalle de temps a partir de la commutation de I'afficheur de I'état hors tension a I'état sous
tension ou de I'état sous tension a I'état hors tension jusqu'a l'instant ou la luminance de
I'afficheur a cristaux liquides se modifie de 10 % de la gamme de variation de luminance totale
possible (voir Figure 2)

3.3.17

direction de visualisation de conception

direction de visualisation obtenue en spécifiant a la conception les caractéristiques visuelles
d'un dispositif d'affichage a cristaux liquides pour permettre la visualisation la plus aisée en
fonction de I'utilisation prévue du dispositif
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3.3.9

matrix addressing

a method of addressing in which a pixel is selected by applying signals to the terminals that
correspond to its row and column. Hence, an individual pixel is addressed by selecting groups
in space and time.

NOTE A typical example is a panel with row and intersecting column electrodes.

3.3.10

multiplex driving
a method of temporal driving in which a first set of pixel groups is selected in a sequence_once
in a time frame and a second set of intersecting pixel groups is selected according~to the
pattern to be displayed

NOTE A typical example is a cell with row and intersecting column electrodes in selected at a

time.

3.3.11
static driving
a method of driving in which all pixels are addressed simul

3.3.12
after image
short time remnant of an image on the screen aft

3.3.13
aperture ratio
fill factor

ratio of the pixel area available for light

3.3.14
bubble

visual defect caL@b

3.3.15

cross-talk
shadowing
undesirable
another part o

3.3.16
delay time
time intervalfrom switching the display from OFF state to ON state or from ON state to OFF
state till.the instant at which the luminance of the liquid crystal display changes by 10 % of the
total passible luminance variation range (see Figure 2)

3.3.17
designed viewing direction

viewing direction obtained by designing the visual characteristics of an LCD device to enable
the easiest viewing according to the purpose of device use
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3.3.18

méthode de la lumiére diffuse

méthode consistant a éclairer le dispositif en essai pendant les mesures électro-optiques au
moyen de lumiére diffuse

NOTE Le point de mesure de l'afficheur est uniformément éclairé de toutes les directions. Un tel éclairage peut
étre réalisé par des sphéres d'intégration, des hémispheéres diffusantes, etc.

oo 4

Po it N Ig

méthode du faisceau direct

méthode consistant a éclairer le dispositif en essai pendant les mesures électro-optiquesau
moyen d’'un faisceau direct

NOTE Le point de mesure de I'afficheur est éclairé par un faisceau de lumiére directionne

3.3.20

temps de descente

intervalle de temps durant lequel la luminance passe de 10 % a 9 G : ariation
de luminance totale possible pour le mode normalement blaric ou~de » % pour le

r a cristaux
liguides de I'état sous tension a I'état hors tension (voir Figbe 2

3.3.21
fréquence de trames
nombre de trames adressées par seconde

3.3.22
commande du taux de trame

méthode permettant de réaliser des
systéme de vision humain

NOTE Différents niveaux |
d'un certain niveau de gris.

3.3.23 Q
retenue d'image

persistance de long

3324

3.3.25
défaut de ligne
défaut de ligne verticale ou horizontale

défaut«wisuel situé le long de la méme ligne

3.3,26

tension (d' attaque) Ioglque

LUIIDIUII G}J}JII\.{UCU dAUA L;IIL'UILD IUyI\.'UUD u url IIIUUU:C LCD (VU;I r;UuIU 1)
3.3.27

mura

non-uniformité
imperfection visuelle dans la luminance ou la chromaticité
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3.3.18

diffused light method

method for illuminating the device under test during electro-optical measurements using
diffused light

NOTE The measuring spot on the display is uniformly illuminated from all directions. Such an illumination can be
realized by integrating spheres, diffusing hemispheres, etc.

—3:3719
direct beam method
method for illuminating the device under test during electro-optical measurements using a
direct beam

NOTE The measuring spot on the display is illuminated by a directional light-beam.

3.3.20
fall time

variation range for normally white mode or from 90 % to 10 %
switching LCD driving voltage from ON state to OFF state (sg

3.3.21
frame frequency
number of image frames addressed per second

3.3.22

frame rate control
method for realizing grey-levels that ma Sf ¢ exaporal integration of the human visual
system

NOTE Different optical levels

grey-level.

3.3.23

image sticking@
long time remnan

3.3.24

3.3.25
line defect
vertical /horizontal line defect

visual defect located along the same line

3:3,26
logic (drive) voltage

L ool t + +lo 1 + H HY H LoD pu - | L | 4\
VUILGHU dpypITcu v upcTialc uic IUylb Llllbull.ly mram o 1T1moUuuic \QUU 1 IHUIU I}

3.3.27

mura

non-uniformity

visual imperfection in luminance or chromaticity
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3.3.28

tension de seuil optique

tension spécifique nécessaire pour faire varier la luminance de sa valeur initiale a 0 V jusqu’a
10 % de sa gamme de variation maximale possible

3.3.29
tension de saturation optique
terTsiomspetifique Metessaire pour faire varer ta tunmmance de—sa vateur imitiate a0V jusqu'a

90 % de sa gamme de variation maximale possible

3.3.30
piqlre
partie manquante visible d'une électrode pour pixel, matrice noire, etc.

3.3.31

défaut ponctuel
terme général pour les défauts d'image, tels que les point
lumineux, les points noirs, les points en chaine, les piqQre
matériaux étrangers

3.3.32
direction de visualisation préférentielle
direction de visualisation spécifique d'
pergue au mieux

3.3.33

temps de réponse

3.3.34

temps de monté
intervalle de ten@
de luminance tot

mode normalement

tache
défauten-forme de tache plus grande qu'un pixel et aux limites floues

33,37
sous-pixel

pU;IIt
structure interne adressable séparément dans un pixel qui prolonge la fonction du pixel

NOTE Les ingénieurs dans le domaine des afficheurs utilisent souvent le terme de «point».

3.3.38

transmittance

rapport du flux lumineux de la lumiére sortante a la lumiére incidente dans un dispositif LCD
transmissible
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3.3.28

optical threshold voltage

specific voltage necessary to vary the luminance from the initial luminance at 0 V to 10 % of
the maximum possible variation range

3.3.29
optical saturation voltage
specificvoltage mecessary tovary the—tumimarnce—fromr—the—imitiat—turmmmance—at—0-v—to—90—%

of the maximum possible variation range

3.3.30
pinhole
visible missing part of a pixel electrode, black matrix, etc.

3.3.31

point defect

general term for image defects, such as luminous dots, half | D ) ots, linked
dots, pinholes, bubbles and foreign material inclusions

3.3.32

preferred viewing direction
specific viewing direction of LCD device in which age can be best perceived
3.3.33
response time
generic term for “turn-on time” and “tury

3.3.34
rise time
time interval at which |u

variation range for no
switching LCD 7

3.3.35
scratch defect

Y % to 10 % of the total possible luminance
om 10 % to 90 % for normally black mode after

stain shaped de arger than a pixel and with unclear boundary

3.3.37

subpixel

dot

separately addressed internal structure in a pixel that extends the pixel function

NOTE nieplny pnginppre often use the term “dot”

3.3.38
transmittance
luminous flux ratio of outgoing light to incident light in a transmissive LCD
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3.3.39

temps de blocage

intervalle de temps a partir de la commutation de I'afficheur de I'état sous tension a I'état hors
tension jusqu'au moment ou la luminance d'un afficheur a cristaux liquides atteint 90 % dans le
mode normalement blanc ou 10 % dans le mode normalement noir

NOTE 0 % est la luminance minimale possible et 100 % est le niveau maximal. Le temps de blocage est la somme
des temps de retard et de descente (voir Figure 2).

3.3.40

temps de déblocage
intervalle de temps a partir de la commutation de I'afficheur de I'état hors tension a I'étatysous
tension jusqu'au moment ou la luminance d'un afficheur a cristaux liquides atteint 10 %.dans le
mode normalement blanc ou 90 % dans le mode normalement noir

NOTE 0 % est la luminance minimale possible et 100 % est le niveau maximal.
somme des temps de retard et de montée (voir Figure 2).

déblocage est la

3.3.41
direction de visualisation
direction ou angle pour la visualisation d'un dispositif LCD

NOTE Elle est définie par I'angle d'inclinaison et I'azimut ¢.

4 Aspects techniques

4.1 Ordre de priorité

En cas de prescriptions contradictoires ité des documents de référence doit

étre le suivant:

a) spécification particulié

b) spécification particuliére
c) éventuelle spécificationde
d) spécificatio

e) spécification

4.2 Terminologie

La terminologie doit provenir, dans la mesure du possible, soit de l'article 3, soit de la
CEI"600501).

Les unités, symboles graphiques et littéraux doivent, dans la mesure du possible, provenir des
normes suivantes:

CEI 60027;

CEIl 60617;

ISO 1000.

Toute autre unité, symbole et terminologie propre a I'un des dispositifs traités par la présente

spécification générique doit provenir des normes CEIl ou ISO appropriées (voir 2) ou étre
définie selon les principes énoncés dans les normes ci-dessus.

1) (Vocabulaire Electrotechnique International)
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3.3.39

turn-off time

time interval from switching the display from ON state to OFF state till the instant at which
the luminance of a liquid crystal display reaches 90 % in the normally white mode or 10 %
in the normally black mode

NOTE 0 % is the minimum possible luminance and 100 % is the maximum. The turn-off time is the sum of delay
and fall times (see Figure 2).

3.3.40

turn-on time
time interval from switching the display from OFF state to ON state till the instant at whieh the
luminance of a liquid crystal display reaches 10 % in the normally white-mqde or 90y% in
the normally black mode

NOTE 0 % is the minimum possible luminance and 100 % is the maximum. The t
and rise times (see Figure 2).

3.3.41
viewing direction
direction or angle for viewing an LCD device

NOTE It is defined by the inclination angle 8 and the azimuth ¢.
4 Technical aspects

4.1 Order of precedence

Where there are conflicting requirement
authority:

s,~doc hall rank in the following order of
a) the detail specificatio %

b)
c)

4.2 Terminology, units and symbols
Terniinology shall, wherever possible, be either taken from article 3 or from IEC 600501).

Units, graphical and letter symbols shall, wherever possible, be taken from the following
standards:

IEC 60027;
IEC 60617;
ISO 1000.
Any other units, symbols or terminology peculiar to one of the devices covered by this generic

specification shall be taken from the relevant IEC or ISO standards (see 2) or derived in
accordance with the principles of the standards listed above.

1) (International Electrotechnical Vocabulary)
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Il est recommandé d'utiliser les symboles littéraux énumérés dans le Tableau 1 donné ci-dessous.

Tableau 1 — Symboles littéraux

No Nom de quantité Symbole Unité Remarques
001 Pas de pixel horizontal Hpjitoh mm
002 Pas de pixel vertical Voitch mm
003 Luminance d'afficheur en fonctionnement L cd/m?2
004 Rapport de contraste (lumiéere diffuse) CRyiss -
005 Rapport de contraste (faisceau direct) CRygir -
006 Cone/angle de lisibilité (horizontal) &y ° (degré) N
007 Cone/angle de lisibilité (vertical) Gy ° (degré) (
008 Réflectance (réguliére) o % A ) (\
009 Réflectance (diffuse) P4 %< >
010 Facteur de transmission (réguliére) T, /*‘7(\ \
011 Facteur de transmission (diffuse) Tq \% R N \
012 Temps de déblocage ton { \&‘§ \ Se réporter a la Figure 2
013 Temps de montée t/\ ms\ Mporter a la Figure 2
014 Temps de blocage off m ms >Se reporter a la Figure 2
015 Temps de descente f\v l\ }ws\ Se reporter a la Figure 2
016 Tension de seuil / N (>th ( \) ‘\\/
017 Tension de saturation Kat \ / \
018 Fréquence d'oscillateur /l‘ \(osc Hz
019 Fréquence de trame \ (\ \(%( > Hz
020 Fréquence de fonctjgnn men/t/\\ \ % Hz
021 Tension d' allmentatlo pou omman Vbt -Vss \

logique
022 Vop -Vee
023 Vee -Vss . .
Tension mandede-LED \% Se reporter a la Figure 1

024 Vo -Vss
025 <\ Voo -Vo
026 . Ipp . .
027 COME\N\ e mA Se reporter a la Figure 1
028 /T’sn\s\lkkn dg\l_bb dNoncMnement Vop \%
029 \l'{ns%n\\qa\{\ne{tatio de rétroéclairage VeL \Y
030 Couranyg d'alimgntation de rétroéclairage IgL mA
031 Tension Mal d'entrée ViN \Y
032 Tension de signal d'entrée haut niveau VINH \
033 Tension de signal d'entrée bas niveau VINL \Y
034 Consommation de puissance totale Piot W
035 Consommation de courant totale Liot mA
UsS0 Resistdrice du sedinernt pParalieie tolale Kot 3z
037 Capacité du segment paralléle totale Ciot F
038 Courant de signal d'entrée de haut niveau IiNH mA
039 Courant de signal d'entrée de bas niveau IinL mA
040 Température de fonctionnement Top °C
041 Température de stockage T stg °C
042 Température de soudure T s14 °C
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It is recommended to use letter symbols as listed in Table 1 below.

Table 1 — Letter symbols

No Name of quantity Symbol Unit Remarks
001 Horizontal pixel pitch Hpitch mm
002 Vertical pixel pitch Voiton mm
003 Operating display luminance L cd/m?
004 Contrast ratio (diffused light) CRgifs -
005 Contrast ratio (direct beam) CRyir -
006 Viewing angle range (horizontal) & ° (degree) f\
007 Viewing angle range (vertical) & ° (degree) /\\ ~
008 Reflectance (regular) P % /\ \
009 Reflectance (diffuse) P4 % \ /
010 Transmittance (regular) T, {/o \ x
011 Transmittance (diffuse) Ty %\ N \
012 Turn-on time ton ms \ \Re{ert Figure 2
013 Rise time t / }\‘ kefer to Figure 2
014 Turn-off time Lot ( 7 }rs\ JR/efer to Figure 2
015 Fall time (tf /\\ms\ Refer to Figure 2
016 Threshold voltage Q < NN
017 Saturation voltage \Kéat U
018 Oscillator frequency / Xsc Hz
019 Frame frequency \ \ﬁ:@\ Hz
020 Operating frequenc{ /\ fop. Hz
021 Supply voltage pe\r Iog\c\driNs ~ Voo Vss \%
022 Vop —VeE
2;2 VoItageD rive l:/EoE—_;/sSsS \ Refer to Figure 1
025 /\<\ Vob —Vo
g;j SUMN \\\/ jzz mA Refer to Figure 1
028 /Qpe\gting\lbkvc}\age Vop \
029 q Backlj téw vol\rgge VeL \%
030 Bavklightsupply Sufrent I mA
031 Input; s@hﬁl\vghage VIN \%
032 High level input signal voltage ViNH \
033 Low level input signal voltage VINL \%
034 Total power consumption Piot w
035 Total current consumption Tiot mA
036 Total parallel segment resistance Riot (0]
037 Total parallel segment capacitance Ciot F
038 High level input signal current IinH mA
039 Low level input signal current IinL mA
040 Operating temperature Top °C
041 Storage temperature Tstg °C
042 Soldering temperature Te1d °C
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Ipp 1
7'y Y O Vop (+) == O Vee (+)

Module X Module Ipp
LCD O Vss (GND) LCD yY O pp (+)

Ieg

O Vee () 4 A4 O Vss (GND)

Tension d’alimentation pour commande LCD: Vpp — Vee

Tension d’alimentation pour commande logique: Vpp — Vss

Vss (GND)

LC A

Vo

v

=)
Tension d’alimentation pour commande LCD: Vpp - Vo
Tension d’alimentation pour commande logique: Vpp — Vss

IEC 728/03
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Ipp Iee
Y O Voo (+) O Vee (+)

LCD LCD Ipp
module O 7ss (GND) module x O 7Vpp (+)

fee y 4 \ 4
O Vee (-) O Vss (GND)
Supply voltage for LCD drive: Vpp — Veg Supply voltage for LCD dri

Supply voltage for logic drive: Vpp — Vss

LCD
module

Ipp

Supply voltage for L :

Supply voltage for logic 4

Supply voltage for logjc drive:

LC
odule

Supply voltage for LCD drive: Vpp — Vo

Supply voltage for logic drive: Vpp — Vss

diagram for explanation of supply voltages

O Vpp (+)

Vss (GND)

Vo

IEC 728/03
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Variation de %
luminance TON o lOFF o

100 % Mode normalement blanc

90 %

(O
10% ModésQ \em t noir

0%
tq tr tq

\Q emps
MARCHE
Tension
d’attaque

RET

v IEC 729/03

A4

Légende

ton temps de déblocage
torr temps de blocage

ty temps de retard

t, temps de

t; temps de desCe

mme d'explication des temps de réponse

g valeurs préférentielles de température, d’humidité et de pression,

relatives a la des caractéristiques des dispositifs, aux essais et aux conditions de

fonctionnement.

4.4 ~Marquage

4.4.1 Identification des dispositifs

1 £ 4 1 H HY P T e 1 HA| P ' 2 o
LT TITaryuayvc mmyguralit SuT TCo UToPUSTLUTS UUTU PTTTITTIU T TTUT TUTTIUTTLATIUTT PTTUTOST.

4.4.2 Tracabilité des dispositifs

Les dispositifs doivent porter un code de tragabilité permettant de les rattacher a un lot de
production ou de contréle donné.
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ton turn-on time

Luminance
variation foN R OFF -
100 % / Normally white mode
90 % \ / /
10 % S
orfmally black mpde
0% \ \ w \\R @»
o ) & AN T
ON
Driving
voltage O
OFF
IEC 729/03
Key

torr turn-off time

tq delay time Q

tr rise time

tf fall time

Preferred values™af temperature, humidity and pressure for the measurement of charac-

g chart for explanation of response times

teristics,.for tests and for operating conditions, are given in IEC 61747-5.

4.4 ~-Marking

4.4.1 Device identification

The marking on the device shall enable clear identification of the device.

4.4.2 Device traceabillity

The device shall be provided with a traceabillity code which enables back-tracing of the device

to a certain production or inspection lot.



https://iecnorm.com/api/?name=fe2f8ff99d517989d0b1d9e655eef219

—44 - 61747-1 © CEI:1998+A1:2003

4.4.3 Conditionnement

Le marquage figurant sur 'emballage doit indiquer
a) le code d’identification du dispositif;

b) le ou les codes de tracgabilité des dispositifs;
c) le nombre de dispositifs;

d) les précautions requises, le cas échéant.

Ce marquage doit en outre étre conforme aux reglements établis par 'usage.

NOTE Les prescriptions supplémentaires peuvent étre définies dans les spécifications particuliéres applicables.

4.5 Catégories de qualité assurée

spécifications particulieres.
Les prescriptions minimales des catégories de qualité 2z

Catégorie | Le type satisfait aux prescr|pt|ons eat| eg ¢ gtion des catégories I
i qntréle du groupe A, qui

Catégorie Il e des groupes A et B, sur une base
ne base périodique.

Catégorie Il > MNé satisfait aux prescriptions de contrdle des
g lot-par-lot, et a celles du groupe C, sur une base

Les spécifications ticulieres cadres doivent définir les prescriptions

minimales pour chaqu Sgoyie. 8, Spécification particuliére peut contenir des prescriptions

supplémentaires, 3 ur la sélection, qui complétent celles des spécifications

génériques, ipte ires rticulieres cadres

4.6

Une sélectio gxarhen ou un essai effectué sur 'ensemble des dispositifs d'un lot

Si les spécifieations>particulieres I'exigent, tous les dispositifs du lot doivent étre sélectionnés en
étant soumis a I'une des séquences données dans le tableau correspondant des spécifications
intermédiaires ou particulieres cadres. Tous les dispositifs défectueux doivent étre retirés.
D’autres séquences non spécifiées dans la présente norme sont applicables uniquement si les
séquences ci-dessus ne sont pas en rapport ou sont en contradiction avec des mécanismes de
défaillance reconnus. Si une partie du procédé de sélection, tel qu’il est défini dans le tableau

corTespondant des specifications imtermediaites ou particutieres cadres; fait partie duprocessus
de fabrication de la séquence prescrite, il est inutile de répéter ces procédures. Pour les besoins
de la présente spécification, le vieillissement artificiel est défini comme une contrainte thermique
et électrique appliquée a I'ensemble des dispositifs d’'un lot pendant une période de temps
spécifiée, en vue de déceler et d’éliminer des défaillances potentielles prématurées.

4.7 Traitement

Voir la CEl 60747-1, chapitre 1X.

Un avertissement adéquat doit étre affiché dans le cas d’emploi de produits nocifs (par ex. Be0).
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4.4.3 Packing
Marking on the packing shall state:

a) the device identification code;
b

Cc

the traceability code(s) of the enclosed devices;
the number of enclosed devices;

)
)
)
d)

the required precautions, if any.

This marking shall be in accordance with custom regulations.

NOTE Additional requirements can be specified in the relevant detail specification.

4.5 Categories of assessed quality

grouped in an identified and date-coded inspection lot, which i§
categories. The AQLs or LTPDs associated with the same jr

Category | The type meets the requi
Each lot meets the insp

Category Il uiremerits of group A and group B on a lot-
iodic basis.
Category llI ts the inspection requirements of group A
L basis, and of group C on a periodic basis.
The sectional or etai ications shall define the minimum requirements for each
category. A detail sf icatl Qmtain requirements, including screening requirements,
additional to thosg give sectional or blank detail specification.

4.6 Scree

A screefi

When required-by_the Yetail specification, all devices in the lot shall be screened by submitting
them to ane~of thesequences given in the relevant table of the sectional or blank detail
specification, and all defectives removed. Other sequences not specified in this standard are
applicable only where the above sequences are not correlated or are in contradiction with
recognized failure mechanisms. When a part of the screening process as given in the relevant
table of the sectional or blank detail specification forms part of the manufacturing process in
the prescribed sequence, these procedures need not be repeated. For the purpose of this

specification, burn-n 15 defined as thermat and efectricat Stress appited 1o atr devices i a ot
for a specified period of time for the purpose of detecting and removing potential early failures.

4.7 Handling

See IEC 60747-1, chapter IX.

Adequate warning shall be displayed in the case of harmful products (e.g. Be0).
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5 Procédures d’évaluation qualité

L’évaluation qualité comprend la procédure visant a obtenir ’homologation, telle que définie
en 5.5, suivie d’un contréle de conformité a la qualité lot par lot (y compris avec sélection si
nécessaire) et périodique tel que défini dans les spécifications particulieres.

Les essais d’évaluation qualité se subdivisent en essais de groupes A, B, ou C; ils sont effec-

tués lot par lot ou périodiqguement, selon les indications données en 4.5. Dans certains cas, les
essais du groupe D peuvent également étre spécifiés, par exemple pour ’homologation.

5.1 Admissibilité a ’homologation

Un type de dispositif peut se voir accorder une homologation lorsque le
énoncées dans l'article 11 de la CEI QC 001002 sont satisfaites.

procédure

51.1 Premiére étape de fabrication

La premiére étape de fabrication est définie dans les édiaires ou

particuliéres cadre.

5.2 Informations commerciales confidentielles

53 Constitution des lots

Voir les regles de procg

5.4 Dispositi stry

Voir les reglessde mogde opératoire données en 11.3.1 de la CEI QC 001002.

Les méthades a) ou b) qui y sont définies peuvent étre utilisées au gré du fabricant, sous
réserve ~.de respecter les prescriptions de contréle données dans les spécifications
intermédiaires ou particuliéres cadres. Les prélévements peuvent étre composés de dispositifs
appropriés d’'une structure similaire. Dans certains cas, des essais du groupe D sont requis
pedr I’homologation. Toutes les mesures de variables exigées par les spécifications
particuliéres en tant que points-limites de post essai doivent étre enregistrées comme données

de variables.

Le rapport d’homologation doit comprendre, pour tous les groupes et les sous-groupes, un
résumé de tous les résultats d’'essai, y compris le nombre de dispositifs soumis a I'essai et le
nombre de dispositifs défectueux. Ce résumé doit étre établi a partir des données de variables
et/ou des données d’attributs.

Le fabricant doit conserver toutes les données, afin de les remettre a I'organisme national de
surveillance, a sa demande.
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5 Quality assessment procedures

Quality assessment comprises the procedure for obtaining qualification approval as defined
in 5.5, followed by quality conformance inspection on a lot-by-lot basis (including screening if
required) and on a periodic basis as qualified in the detail specification.

The qllalify assessment tests are subdivided into group A, B and C +oefe; these are pnrfnrmor{

lot by lot or periodically, as defined in 4.5. In some cases, group D tests may also be specified;
for example, for qualification approval.

5.1 Eligibility for qualification approval

A type of device becomes eligible for qualification approval when the r
QC 001002, clause 11, are satisfied.

5.1.1 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is defined in the sectiona

5.2 Commercially confidential information
If any part of the manufacturing process is cor

Supervising Inspectorate (NSI) that th
of IEC QC 001002, have been complied w

5.3 Formation of inspection lots

5.4 Structurali simjlar devie
See the rules of prete Jiveni f IEC QC 001002.

Method a) @r)b) of the rules of procedure may be used at the manufacturer's discretion in
accordance.* with the inspection requirements given in the sectional or blank detail
specifiCations. Samples may be composed of appropriate structurally similar devices. In some
cases,/group D tests are required for qualification approval. All variables measurements called
for'as post-test end-points in the detail specification shall be recorded as variables data.

(TN

Th Lifs ' 4 bhall Ll £ + + L+ £ I Al
LB A>Z quallllUGLIUII IUVUII. QI TAll mroTuues d Oullllllaly Ul alt are Col TOUOUTLO LAYA] CAaull HIUUV dartu
subgroup, including number of devices tested and number of devices failed. This summary
shall be derived from variables and/or attributes data.

The manufacturer shall retain all data for submission to the NSI on demand.
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5.6 Controle de conformité a la qualité

Le contrble de conformité a la qualité doit étre constitué d’examens et d’essais des groupes A,
B, C ou D, tel que spécifié.

Pour les contréles de groupe B et C, les prélévements peuvent étre composés de dispositifs
ayant une structure similaire.

Les prélevements destinés a des essais périodiques doivent étre prélevés sur un ou plusieurs
lots ayant passé avec succés les contrOles des groupes A et B. Les dispositifs individuels
doivent avoir satisfait aux mesures du groupe A requises par les spécifications particuliéres.

5.6.1 Division en groupes et sous-groupes

particuliéres.

5.6.1.1 Contréle du groupe A (lot par lot)

Ce groupe prescrit les contrbles visuels et les mesure
d’évaluer les principales propriétés d'un dispositi

Sous-groupe A1 Il comprend un examer Vvis
Sous-groupe A2 Il comprend des

dispositj
Sous-groupes

A3 et A4 pas étre exigés. lls comprennent des
chaque catégorie de dispositifs sont données
intermédiaire ou particuliéere cadre. Pour des

5.6.1.2 e B (lot par lot, excepté pour la catégorie I, voir 4.5)

Ce groupe-press) gdure a appliquer pour I'évaluation de certaines autres propriétés du

d ‘des essais d’endurance mécaniques, climatiques, électriques et
y ormalement étre effectués en une semaine, ou selon les prescriptions

des spécifications intermédiaires ou particulieres cadre applicables.

5.6.1:3 Controéle du groupe C (périodique)

Ce’ groupe prescrit la procédure a appliquer périodiguement pour I'évaluation de certaines
autres propriétés des dispositifs. Il comprend des mesures électriques et optiques, ainsi que

des essais mécaniques, climatiques et d’endurance appropriés pour un contrdle trimestriel
(catégories Il et Ill) ou annuel (catégorie 1), ou tel que prescrit dans les spécifications
intermédiaires ou particuliéres cadres applicables.

5.6.1.4 Division des groupes B et C en sous-groupes

Afin de permettre la comparaison et de faciliter, le cas échéant, le passage du groupe B au
groupe C, et inversement (voir 5.6.3), les essais effectués au sein de ces groupes ont été
divisés en sous-groupes possédant un numéro identique pour des essais équivalents.
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5.6 Quality conformance inspection

Quality conformance inspection shall consist of the examinations and tests of groups A, B, C
and D, as specified.

For group B and C inspection, samples may be composed of structurally similar devices.

odlnples TOr periodic tesis Shdall be arawi 1TTorm one Or more 10ts WNICH Nave pdassed groups A
and B inspection. Individual devices shall have passed the group A measurements called for jn
the detail specification.

5.6.1 Division into groups and subgroups

The following guidelines shall be used in the preparation of detail specif

5.6.1.1 Group A inspection (lot-by-lot)

This group prescribes the visual inspection and the electricg
lot-by-lot basis to assess the principal properties of a d
structural similarity groupings are not permitted.

Subgroup A1
Subgroup A2

Subgroups
A3 and A4

elevant sectional or blank detail specification.
oups A3 or A4 for given measurements is

5.6.1.2 on{lot-by-lot, except for category I, see 4.5)

This group p escrib dures to be used to assess certain additional properties of the
device, . , climatic, electrical and optical endurance tests that can
normall or ed in Yone week or as specified in the relevant sectional or blank detail
specificatio

5.6.1.3 Group C’inspection (periodic)

This (group prescribes the procedures to be used on a periodic basis to assess certain
additional properties of the devices, and includes electrical and optical measurements,
mechanical, climatic and endurance tests appropriate for checking at intervals of either three
months (categories Il and Ill) or one year (category 1), or as specified in the relevant sectional

or blank detail specification.

5.6.1.4 Division of group B and group C into subgroups

To enable comparison and to facilitate change from group B to group C and vice versa when
necessary (see 5.6.3), tests in these groups have been divided among subgroups bearing the
same number for corresponding tests.
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Cette division est donnée ci-dessous.
Sous-groupes B1/C1 Ils comprennent des mesures contrélant [Iinterchangeabilité
dimensionnelle des dispositifs.

Sous-groupes B2a/C2a lls comprennent des mesures évaluant les propriétés électriques et
optiques des dispositifs d’'un type nominal.

Sous-groupes B2b/C2b lls comprennent des mesures poussant plus avant I'évaluation de

certaines des caracteristiques electriques et optiques des dispositifs
mesurés au préalable dans le groupe A. Ces mesures s’effectuent
dans des conditions différentes de tension, de courant, (de
température ou d’optique.

ques mominales des

Sous-groupes B2c/C2c lls comprennent la vérification des caractéristi
dispositifs, le cas échéant.

Sous-groupes B3/C3 Ills comprennent des essais destinés 2 v rokustesse
mécanique des dispositifs.

Sous-groupes B4/C4 Ils comprennent des essais destinés \a\ € c ptitude a
I'interconnexion des dispositifs.

Sous-groupes B5/C5 Ills comprennent des essa’is st z la résistance

I’étanchéité. | |
Sous-groupes B6/C6 lls comprennent des
Sous-groupes B7/C7
Sous-groupes B8/C8

$sais destinés a évaluer les propriétés
des dlsposmfs dans des conditions

Sous-groupes B9/C9

Sous-groupes B S ¢ es essais destinés a évaluer les performances des

Sous-groupes B1 » ] gnt des essais portant sur la permanence du marquage.

it Ta'liste d’'une sélection d’essais et/ou de mesures effectués
©S sous-groupes précédents, et dont les résultats doivent
dans le registre certifié des lots acceptés (CRRL).

Sous-groupe &

Ces sous-

5.6.1.5 Contréle-du groupe D

Ce groupe prescrit uniquement les procédures a appliquer tous les 12 mois ou celles relatives
a I’lhemologation.

5.6.2 Prescriptions de contréle

Les procédures statistiques d’échantillonnage décrites en 5.7 doivent étre appliquées.

5.6.2.1 Critéres de rejet d’un lot

Les lots ne satisfaisant pas au contrdle de conformité de la qualité des groupes A ou B doivent
étre refusés. Si, au cours de ce contrble, des dispositifs ne satisfont pas a I’essai d’'un sous-
groupe, ce qui serait de nature a entrainer le rejet du lot, il peut étre mis fin au contrédle et le lot
doit étre considéré comme un lot rejeté selon les critéres des groupes A et B. Si un lot est
retiré pour cause de non-satisfaction aux prescriptions de conformité a la qualité, sans
toutefois étre soumis a un nouveau contrdle, il doit étre considéré comme un lot rejeté.
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The division is as given below.

Subgroups B1/C1 Comprise measurements that control dimensional interchangeability of
the devices.

Subgroups B2a/C2a Comprise measurements that assess electrical and optical properties of
the devices of a design nature.

Subgroups B2b/C2b Comprise measurements that further assess some of the electrical and

optical characteristics of the device already measured in group A by
measurement under different voltage, current, temperature or optical
conditions.

Subgroups B2c/C2c Comprise verification of ratings of the device, where apprqpriate,

Subgroups B3/C3 Comprise tests intended to assess mechanical ropUstness of\the device.
Subgroups B4/C4 Comprise tests intended to assess interconneegti

Subgroups B5/C5 Comprise tests intended to assess the abili

Subgroups B6/C6 Comprise tests intended to assess f
mechanical stresses, for examplg

Subgroups B7/C7

Subgroups B8/C8

Subgroups B9/C9

Subgroups B11/C11

Subgroup CRRL ts and/or measurements made in the preceding

Its of which shall be presented in the Certified

5.6.2 Inspection requirements

The.statistical sampling procedures described in 5.7 shall be used.

. . P 'y . g
5.6.2.' eIItEIIa 1T 1L Tejeuiion

Lots failing to meet the quality conformance inspection of either group A or group B inspection
shall not be accepted. If, during quality conformance inspection, devices fail a test in a
subgroup which would result in the lot being rejected, the quality conformance inspection can
be terminated, and the lot shall be considered a rejected lot in group A and B. If a lot is
withdrawn in a state of failing to meet quality conformance requirements and is not re-
submitted, it shall be considered a rejected lot.
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5.6.2.2 Lots soumis a un nouveau contréle

Les lots défaillants ayant été retravaillés, lorsque cela était techniquement possible, et soumis
a un nouveau controle de conformité a la qualité, doivent contenir uniquement les dispositifs
compris dans le lot d’origine et ne doivent étre soumis qu’a un seul contréle pour chaque
groupe A et B. Les lots soumis a un nouveau contréle doivent étre séparés des nouveaux lots
et étre clairement identifiés en tant que lots soumis a un nouveau contrble. lls doivent étre
rééchantillonnés de facon aléatoire et contrélés selon I'’ensemble des critéres de contrdle du

groupe A.

5.6.2.3 Procédure a suivre en cas de matériel d’essai défaillant ou d’une erreur
de I'opérateur

Si la défaillance d’un dispositif, quel qu’il soit, est supposée due a la défajllance d
d’essai ou a une erreur de l'opérateur, elle doit étre notifiée dan
accord de I'organisme national de surveillance, elle peut toutefois n ig s Ie\RCLA)
et étre soumise a l'organisme national de surveillance, acgempagne xplication

détaillée sur I'invalidité de I'essai.

un“/matériel

Le contréleur doit décider si des dispositifs de remplace ant du méme lot de
contréle peuvent étre ajoutés a I'échantillon. Les d ent doivent étre
soumis aux mémes essais que les dispositifs refuség ava survenue ge la défaillance, ainsi
qu'a tous les autres essais spécifiés auxquels i itj » 28" n’ont pas été soumis

avant la survenue de la défaillance.

5.6.2.4 Procédure a suivre en cas de i : g essais périodiques

Spondants du groupe C (voir 5.6.1.4)
pour des raisons autres qu’un dispositif
ferer aux regles de procédure en 12.6 de

sont invalidés. En cas d’essais périadiques jitlan
at

Si une défaillance du groupe B survient, Ia S
Arj i C A
e

d’essai défectueux ou uné
la CElI QC 001002 ave

-12.6.1 a): «suspeqdre s lexcadre du systéme de tous les composants du
-12.6.4 a): «la procédut station dans le cadre du systéme des lots de contrdle corrigés

-12.6.8: ] ou l'agrément de savoir-faire a été retiré, en application
paragraphe 12.6.7 des regles de procédure, il peut étre rétabli
implifiée (axée sur les essais des éléments ayant provoqué la

ge par I'organisme national de surveillance.»

5.6.3 Procédure complémentaire pour contréle restreint
5.6.3.1 Groupe B

Uneg\procédure spéciale pour un contrble restreint peut étre appliquée, ce qui permet au
fabricant, dans le cadre d’'un contréle normal, d’effectuer les essais appropriés du groupe B,
tous les quatre lots, I'intervalle maximal étant de trois mois, au lieu d’effectuer des essais lot

pdal iUt PUUI tuua ica qub‘leupUb du bUIItIGiU B Ccttc plUbéu‘ulU bpéb;aic b’app“qut: a bilaquc
sous-groupe ayant satisfait aux conditions requises.

La condition de ce changement doit étre que 10 lots successifs aient satisfait au contréle du
groupe B. Un retour a un contrdéle normal du groupe B doit se faire lorsqu’un échantillon ne
satisfait pas au contréle d’'un sous-groupe, dans le cadre de cette procédure pour un contrdle
restreint.
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5.6.2.2 Re-submitted lots

Failing lots, that have been reworked when technically possible and are resubmitted for quality
conformance inspection, shall contain only devices that were included in the original lot and
shall be re-submitted only once for each inspection group (group A and B). Re-submitted lots
shall be kept separate from new lots and shall be clearly identified as re-submitted lots. Re-
submitted lots shall be randomly re-sampled and inspected for all the inspection criteria of
group A.

5.6.2.3 Procedure in case of test equipment failure or operator error

If any devices are believed to have failed as a result of faulty test equipment or operataor.error,
the failures shall be entered in the test record (but may be excluded /from\the .CRRL by

-12.6.1 a): “suspend further release$
structurally simj

-12.6.4 a):

-12.6.8:

5.6.3
5.6.3.1

B. This special proc&€dure applies to each subgroup which has fulfilled the required conditions.
The.condition for this change shall be that 10 successive lots have passed group B inspection.

Reversion to normal inspection in group B shall be made when a sample has failed to meet a
subgroup inspection under the reduced inspection procedure.



https://iecnorm.com/api/?name=fe2f8ff99d517989d0b1d9e655eef219

- 54 - 61747-1 © CEI:1998+A1:2003

5.6.3.2 Groupe C

Lorsqu’un intervalle de trois mois est spécifié pour des essais périodiques, il peut étre étendu a
siXx mois, sous réserve que trois essais périodiques successifs aient été concluants a trois
mois d’intervalle. Un retour a un intervalle normal de trois mois doit se faire lorsqu’un
échantillon ne satisfait pas au contrdéle d’'un sous-groupe, dans le cadre de cette procédure a
intervalle prolongé (voir aussi 5.6.2.4).

5.6.4 Prescriptions d’échantillonnage pour petits lots

Lorsque la taille du lot est réduite, les procédures doivent se référer a 3.6.4 de CEl 60747-10
ou a 3.5 de la CEI 60410.

5.6.5 Registre certifié des lots acceptés (RCLA)

Voir les régles de procédure données a l'article 14 de la CEI QC 001Q02\

remis, a condition qu’ils fassent I'objet d’un
contrbéle du groupe A, et qu'ils satisfassént a ce

pécifications particuliéres doivent indiquer laquelle de ces procédures utiliser.

s’appliquer. Les

5.7.1 Plans d’échantillonnage NQA
Voir4-5 la CEI 60410.

H, existe trois types de plans d’échantillonage: simple, double ou multiple. Lorsque plusieurs

tvbes—de nlanc sont—disponibles—poutr—un l\lnA ot unelettre—codée rlr\nnne ls—petient—6tre
B P P He—peth-eh+—eH

utilisés sans distinction.

5.7.2 Plans d’échantillonnage NQT

Voir annexe D.

5.8 Essais d’endurance

Les essais d’endurance doivent étre définis dans les spécifications particuliéres.
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5.6.3.2 Group C

When a three-month interval is specified for periodic tests, the test period may be extended to
six months provided that three successive periodic tests have been passed at three-month
intervals. Reversion to the normal three-month interval shall be made when a sample has failed
to meet a subgroup inspection under the extended interval procedure (see also 5.6.2.4).

Where a lot size is small, the procedures shall refer to 3.6.4 of IEC 60747-10 or 3.5_6f
IEC 60410.

5.6.5 Certified records of released lots (CRRL)

See the rules of procedure given in clause 14 of IEC QC 001002.

to be delivered shall undergo the
specified group A inspection and the gyou i 1 bion ability tests. Once this has been
done for the complete lot, pO\furthe i ired for another period.

5.6.8 Supplementary pro

The manufactu
assessment leve

See 4.5.6f\[EC 60410.

There are three types of sampling plans: single, double and multiple. When several types of
planhs are available for a given AQL and code letter, any one may be used.

5.7.2 LTPD sampling plans

See annex D.

5.8 Endurance tests

Endurance tests shall be specified in the detail specification.
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5.9 Essais d’endurance avec taux de défaillance spécifié

Le taux de défaillance appliqué dans la présente norme est défini comme le NQT exprimé en
pourcentage pour mille heures.

5.9.1 Généralités

| es essais d’endurance doivent étre effectués conformément aux pmr‘édnrpq mentionnées

S’ils sont effectués sur des dispositifs fonctionnant a leur capacité maximale, ils doivent étre
considérés comme non destructifs.

5.9.2 Choix des préléevements

a été choisie.

5.9.3 Défaillance

1000 h. Dés qu’
les autres lots p

b) ajouter d’autres\prelévements, conformément & 5.9.5.1;

c) prolonger la durée de l'essai jusqu’a 1000 h, conformément a 5.9.5.2, si la durée
initialement choisie était inférieure a 1 000 h;

d) ;sélectionner le lot et le soumettre a un nouvel essai, conformément a 5.6.2.2.

Aprés application de I'une de ces options, la procédure définie en 5.6.2.4 doit s’appliquer

5.9.5.1 Prélévements supplémentaires

Cette option ne doit étre utilisée qu’une fois pour chaque lot soumis a I'essai. Lorsqu’elle est
appliquée, une nouvelle taille du prélévement (celle initiale plus celle ajoutée) doit étre
choisie par le fabricant a partir des tableaux D.1 ou D.2 dans les colonnes indiquant respec-
tivement le taux de défaillance spécifié (tableau D.1) et la taille du lot réelle (tableau D.2).
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5.9 Endurance tests where the failure rate is specified

Failure rate as used in this standard is defined as LTPD expressed as a percentage per
thousand hours.

5.9.1 General

Endurance tests shall he conducted in accordance with the Inrnm:rinrne mentioned

Endurance tests performed on devices at, or within, their maximum ratings shall be considered
non-destructive.

5.9.2 Selection of samples

specified in the @ <

5.9.5 Procedure'g

c) extend the testtime to 1000 h in accordance with 5.9.5.2, if a time less than 1000 h was
originally chosen;

d) screen the lot and re-submit in accordance with 5.6.2.2.

After applying one of the preceding options, the procedure of 5.6.2.4 shall apply.

5.9.5.1 Additional samples

This option shall be used only once for each submission. When this option is chosen, a new
total sample size (initial plus added) shall be chosen by the manufacturer from tables D.1 or
D.2 from the column specifying the failure rate (table D.1) or the actual lot size (table D.2).
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Une quantité suffisante d'unités supplémentaires permettant d’augmenter le volume
d’échantillonnnage jusqu’a atteindre la taille du prélévement totale nouvellement choisie doit
étre prélevée sur le lot. Le nouveau critére d’acceptation doit étre celui associé a la nouvelle
taille du prélevement choisie. L’échantillon ajouté doit étre soumis aux mémes conditions
d’essai d’endurance et a la méme durée d’essai que I'échantillon initial. Si le nombre total de
dispositifs défectueux observés (ceux initiaux et ceux ajoutés) n’excéde pas le critéere
d’acceptation pour I’échantillon total, le lot doit étre accepté. Si le nombre de dispositifs
défectueux observés excede le nouveau critére d’acceptation, le lot doit étre rejeté.

5.9.5.2 Prolongation de la durée de I’essai d’endurance

Si la durée de I'essai d’endurance est inférieure a 1000 h et que le nombre de défaillances
observées sur I’échantillon initial excéde le critére d’acceptation, le fabricant,/plutét que d’ajouter
de nouveaux préléevements, peut choisir d’étendre la durée de I'essai a 1Q00 h pour 'ensemble
de I'échantillon |n|t|al et determlner un nouveau critere d’ acceptat|on a pa rt|r deStablequx D.1 ou

flgurant dans la colonne spécifiée, inférieure ou égale a la ta|II d : ymise a
’essai. Un dispositif présentant une défaillance au premier de ect e doit étre
considéré comme étant défaillant a lintervalle de lecture dg Sile nombre total de

5.10 Procédures d’essai accélérées

A I'étude.

5.11 Agrément de savoir-faire

A I'étude.

6.1 Conditions atmosphériq

Sauf spécificati@o
conditions atmosptér

national de illance/ soit assuré que le dispositif sera conforme aux spécifications
essai a température ambiante de 25 °C + 1 °C a une humidité relative

comprise entre 48 %et 52 %, lorsque cela s’impose.

6.2 ( Examen physique

6.2.1 Examen visuel

Sauf spéecifications contraires, examen visuel doit éire effectué sous un eclairage Industriel
normal et dans des conditions visuelles normales. Il doit permettre de certifier I'exactitude des
éléments suivants:

a) le marquage et sa lisibilité”;
b) lidentification des bornes;
c) l'apparence du dispositif, qui doit étre contrélée conformément a la CEI 61747-5.

En cours de révision.
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A quantity of additional units sufficient to increase the sample to the newly chosen total sample
size shall be selected from the lot. The new acceptance number shall be the one associated
with the new total sample size chosen. The added sample shall be subjected to the same
endurance test conditions and time period as the initial sample. If the total observed number of
defectives (initial plus added) does not exceed the acceptance number for the total sample, the
lot shall be accepted; if the observed number of defectives exceeds the new acceptance
number, the lot shall be rejected.

5.9.5.2 Extension of endurance test period

If an endurance test time periods less than 1000 h is used and the number of failures observed-in
the initial sample exceeds the acceptance number, the manufacturer may, instead ofcadding
additional samples, choose to extend the test time of the entire initial safhple tQ 1000 h and
determine a new acceptance number from tables D.1 or D.2. The new agc€epta ce n mber shall
be one associated with the largest sampling size in the specified colyr s_than, or
equal to, the sample size being tested. A device which is a failure 4 e Wit ding\interval
shall be considered as such at the 1000 h reading interval. If the ok d\nuber of defectives
exceeds this acceptance number, the lot shall not be accepted.

5.10 Accelerated test procedures

Under consideration.

5.11 Capability approval

Under consideration.

5% and 75 %
86 kPa and 106 kPa (860 mbar and 1 060 mbar)

at the device will conform to the detail specification when tested at
an ambient te erat e of 25 °C £ 1 °C and relative humidity between 48 % and 52 % when
this is important.

6.2 Physical examination

6.2:1 Visual examination

UII:UDD uthcwv;ac apcb;ficd, viaua: D‘Aalllilldt;ull th“ bU PUIfUIIIIUd uudcl IIUIIIId: faut\.uy :thtllly
and under normal visual conditions. Examination shall be made for correctness of the following
elements:

a) marking and legibility™;
b) terminal identification;
c) appearance of the device, which shall be checked in accordance with IEC 61747-5.

Being revised.
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6.2.2 Dimensions

Les dimensions doivent étre contrélées conformément au dessin spécifié. Des exemples de
dessins types concernant les modules LCD figurent en annexe B.

6.2.3 Permanence du marquage

Le propos. de cet essai est de déterminer la permanence du marguage Inreqlm le riiqlnneifif fait

I’objet d’'une manipulation et d’'un nettoyage type.

6.2.3.1 Conditions

Les solvants utilisés, ainsi que les matériaux et les conditions de frottage, étre 'precisés

6.2.3.2 Mesure initiale et finale

L’échantillon doit étre soumis a un examen visuel.

6.3 Mesures électriques et optiques

6.3.1 Conditions générales et précautions

6.3.1.1 Autres méthodes

étre appliquée.

NOTE On entend par «équivale dctéristique obtenue par ces autres méthodes
reste dans les limites spécifiée§ pounde la méthode spécifiée.

a) Les méthodes de mesurgs é i iquesydoivent éjre conformes a la CEIl 60747 et a la CEIl 60748. Elles

b) Les méthodes de mesu igies et gptiques nen incluses dans la CEI 60747 et dans la CEl 60748 doivent
étre décrites dapé'ficatio particuliere coxrespondante.

6.3.1.2

Précisiof

Les limites de me ) s tes spécifications particuliéres sont absolues. Les impré-
cisions de me doi prises en considération lors de la détermination des limites de

Il est recommandeé _de’prendre les précautions d’'usage afin de limiter au minimum les erreurs
de mesure et d’éviter 'endommagement des dispositifs. Les précautions principales sont
données.dans la CEI 60747-1.

64 Essais d’environnement

Fes méthodes d’essais d’environnement doivent étre conformes a la CEl 60068. Elles doivent

étre appliquées lorsque cela est requis et étre conformes aux prescriptions des spécifications
particulieres. Ces méthodes sont signalées comme étant «destructives» ou «non
destructives», conformément a la CEl 61747-5. Lorsqu’une série d’essais obligatoires est
requise, elle doit étre définie dans les spécifications intermédiaires ou particuliéres cadres.

Les méthodes d’essais environnementaux non incluses dans la CEl 61747-5 doivent étre
décrites dans la spécification particuliere.

Lorsque les méthodes d’essai impliquent I'observation ou I'application de forces externes en
rapport avec l'orientation du dispositif, ces orientations, ainsi que le sens d’application de ces
forces, doivent étre conformes a I'annexe C.
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6.2.2 Dimensions

Dimensions shall be checked in accordance with the specified drawing. Examples of typical
drawings for LCD modules are shown in annex B.

6.2.3 Permanence of marking

The purpose of this test is to determine the permanence of mquing fnllnwing h:mdling and use

of typical cleaning on the device.

6.2.3.1 Conditions

Solvents, rubbing conditions and materials shall be specified in the releva ional*or blank
detail specification.

6.2.3.2 Initial and final measurement

The specimen shall be visually inspected.

6.3 Electrical and optical measurements

6.3.1 General conditions and precautions

6.3.1.1 Alternative methods

Measurements may be carried out by usi Qds specified or any other method giving
equivalent results but, in case of disputg; only the ied method shall be used.

NOTE By “equivalent” is mean
specified limits when measured/usi

a) Method for electrical and optical

b) Methods for electrical a
in the relevant 4@.

6.3.1.3

Usual precdutionssshguld be taken to reduce measurement errors to a minimum and to avoid
damage to'the device. The most important of these are given in IEC 60747-1.

6.4 Environmental tests

Methods for environmental tests shall be in accordance with IEC 60068. They shall be used

when rnquirnr‘l and as prncnrihnr‘l hy the detail cpnr‘ifir‘:\ﬁnn Thny are indicated as “destructive”

or “non-destructive” according to IEC 61747-5. When a mandatory sequence of testing is
required, it shall be specified in the sectional specification or in the blank detail specification.

Methods for environmental tests not included in IEC 61747-5 shall be described in the detail
specification.

For those test methods which involve the observation or the application of external forces
which are related to the orientation of the device, such orientations and the direction of the
force applied shall be in accordance with annex C.
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Annexe A
(informative)

Index des références croisées

CEIl 617471 Titre Ancien n° Document ou
Article d'article publication
3 Terminologie 1.8,3.4,4.5
4 Aspects techniques
5 Procédures d'évaluation
qualité
6 Procédures d'essai et
de mesure

S
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Annex A

— 63 —

(informative)

Cross references index

IEC 61747-1 . Old clause Document or
Title S
Clause number publication
3 Terminology 1.8,3.4,4.5
4 Technical aspects
5 Quality assessment
procedures
6 Test and measurement
procedures

3
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Annexe B
(informative)

Exemple de schémas représentant des cellules d’affichage
a cristaux liquides

Vue de face

Vue arriere

IEC 520/98
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Annex B
(informative)

Example of outline drawings of liquid crystal display cells

Y

A

/\

m NN

Rear view
IEC 520/98
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